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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準

作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべ

きとの申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS C 60068-2-21:2009
は改正され，この規格に置き換えられ，また，JIS C 60068-2-77:2002 は廃止され，この規格に置き換えら

れた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 
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環境試験方法－電気・電子－第 2-21 部： 
試験－試験 U：端子強度試験及び部品本体の 

耐久性試験方法 
Environmental testing-Part 2-21: Tests-Test U: Robustness of 

terminations and integral mounting devices 
 

序文 

この規格は，2021 年に第 7 版として発行された IEC 60068-2-21 を基に，技術的内容及び構成を変更する

ことなく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。この規格と

旧規格との対照表を附属書 X に示す。 

1 適用範囲 

この規格は，通常の組立中又は取扱中においてストレスにさら（曝）されやすい，電気部品及び電子部

品の端子又は取付用部品（3.1 参照）及び表面実装用部品（以下，SMD という。）の端子強度試験及び部品

本体の耐久性試験方法について規定する。 

部品の特定の端子に適用する推奨試験方法を表 1 に示す。 
 

表 1－特定の端子に適用する試験方法 

試験方法 試験対象部品 基板取付け 箇条

試験 種類 
Ua1 引張強さ 端子付き部品 なし 4 

Ua2 押し強さ 端子付き部品 なし 4 

Ub 曲げ 端子付き部品 なし 5 

Uc ねじり 端子付き部品 なし 6 

Ud トルク 内溝付きスタッド部品，ねじ端子

部品又はその他の端子部品 
なし 7 

Ue1 曲げ SMD あり 8 

Ue2 引き剝がし／押し SMD あり 8 

Ue3 固着性（せん断） SMD あり 8 

Uf1 本体強度 SMD なし 9 

Uf2 耐衝撃性 SMD なし 9 

 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 


